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Mikroskope und Anlagen

- Moderne Transmissionselektronenmikroskope Analyse von lokalisierten Oberflachenplasmonenresonanzen im TEM

- Dual-Beam FIB-SEM Mikroskop
- Hochauflésendes Rontgenmikroskop
- Vollausgestattetes Labor flir Dinnfilmherstellung und Probenpraparation

Plasmonenresonanzen konnen mittels Licht
und mittels Elektronen erzeugt werden
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— Mikrokontroller als flexibler

Hier: Polystyrol-Suprapartikel als
~ Material mit geringem
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g Wellenoptik (Fourieroptik) Simulation: || Nachste Schritte:
Experiment Simulation Simulation und direkte Bestimmung der Contrast Transfer Funktion

(CTF) durch Beugung an ungeordneten und polydispersen Filmen
aus Partikeln.
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— Farbe entsteht durch Struktur & zeigt Symmetrien

— Oberflache kann im Rasterelektronenmikroskop
(SEM) aufgelost werden

— Einkristall wird durch Rontgenmikroskopie (XRM)

aufgedeckt

) ' S :~ v.v;’/‘,f— i’éﬁ{',‘, J/ /}5.‘ ) ‘ 15 233
\FrrrL. j 2 < %ﬂ ,}?/ f/f:;;;é;s{i{%s%
\ 'EEE B % . < R ;jéjg&{ : e
PP PN R
Nvvvvvvy

Sauas

&N
"..s

R e S Ty Yy Oben: v e
%' p L R B Simulierter polydisperser Film aus ungeordneten 100-500 nm PS-Ballen
Silvan Englisch (sample from Vogel group) (AG PI"Of I\/Iichael Engel)

Beugungstomographie
Beugungstomographie ist eine Methode um den reziproken Raum in 3D zu SCALMS
analysieren und die Textur von Materialien zu bestimmen. flissiges Ga iilﬁitreghffrfﬂ:ﬁeme “Supported catalytically active
5T G liquid metal solutions”
Ausgepragte Fasertextur : e \? Dynamisches Systerm verhncert
Saulen entlang <0001> mit ~50 nm Durchmesser und . e, . glasnetzwerk SrHOKHNG S TETETTHNE Aes Tatalysaton

~500 nm Linge — Langzeitstabilitdt und
o vielversprechendes neues umwelt- &

ressourcenschonendes Katalyseverfahren!

Aufklarung des SCALMS-
Mechanismus auf atomarer
Ebene:
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reconstadig Modellsystemen zeigen
slices . .
Bildung und Einfluss der
-2um
' ' intermetallischen Phasen
hohle Ga-Tropfen nach und der Oxid-Schicht (hier:

der Katalyse! ' ,, n Ga-Ni).

Offene Fragen:
e Einfluss der Oxid-Schicht auf [
die katalytische Aktivitat

© Hier: Platin-reiche intermetallische Phasen an Bildung- und Auflésung der

| der wihrend der Katalyse zuriickgebliebenen _ ,
; intermetallischen Phasen als

. Oxidschicht. tern |
S Int tallische Ph it twortlich wichtiger Bestandteil des e
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" fiir die hervorragende katalytische Aktivitat?
Systems (?)




